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集束イオンビーム（FIB）による分析試料の微小領域スパッタリングにより生成した２次イオン

を質量分析することで、物質の元素組成を高い面分解能で分析することが可能である（FIB-SIMS

法）。しかし、２次イオンとして試料の組成に応じて種々の原子・分子イオンが得られるため、同

位体分析を行う上では質量スペクトルにおける同重体の干渉が避けられないが、元素分離プロセ

スは FIB-SIMS による分析には適さない。一方、レーザー共鳴イオン化は、単原子のエネルギー

準位において、２つの準位間の差に相当する波長（共鳴波長）を持ったレーザーを照射すること

により、共鳴的に対象原子を励起させ、イオン化を行う方法である。各元素の単原子のエネルギ

ー準位は元素固有であることから、複数の共鳴遷移を経ることで、高元素選択的なイオン化が実

現できる。このため、FIB に起因する２次中性原子をレーザーにより元素選択的にイオン化し、

質量分析を行う手法－レーザー共鳴イオン化-二

次中性粒子質量分析（Resonant laser SNMS）法－

の開発を進めている（Fig. 1）[1]。レーザー共鳴

イオン化のためのグレーティング型 Ti:Sapphire

レーザーを開発し、２色イオン化スキームについ

て探査した[2]。また、Zr/Mo混合粉末試料に対し、

Zr 共鳴イオン化スキームを用いてイメージを取

得した結果、同重体干渉が抑制され、視野 30×30 

μm2、面分解能< 100 nm が実現され、また安定

Zr 同位体比を約 4%の不確かさで測定可能であ

ることを示した。本手法による放射性 Csイメー

ジングについても報告する予定である。 
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Fig.1 Schematic diagram of resonant laser - 

secondary neutral mass spectrometry. 
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